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Abstract (en)
In this measuring device according to Figure 1, an index disc (3) is scanned twice, resulting in two scanning points (A1 and A2). The scanning
signals (U1, U3; U2, U4) are supplied to a test circuit (P). If it is detected in the test circuit (P) that the phase relation between the scanning signals
(U1 and U3 and U2 and U4) exceeds a limit value, one of the scanning points (A1 and A2) is given higher weighting than the other one. For this
purpose, the proportion of the signals (U1, U2) of one scanning point (A1) is raised and the proportion of the signals (U3, U4) of the other scanning
point (A2) is reduced. <IMAGE>

Abstract (de)
Bei dieser Meßeinrichtung gemäß Figur 1 wird eine Teilscheibe (3) doppelt abgetastet, so daß sich zwei Abtaststellen (A1 und A2) ergeben. Die
Abtastsignale (U1, U3; U2, U4) werden einer Prüfschaltung (P) zugeführt. Wenn in der Prüfschaltung (P) festgestellt wird, daß die Phasenbeziehung
zwischen den Abtastsignalen (U1 und U3 bzw. U2 und U4) einen Grenzwert überschreitet, so wird eine der Abtaststellen (A1 und A2) höher
gewichtet als die andere. Dazu wird der Anteil der Signale (U1, U2) einer Abtaststelle (A1) angehoben und der Anteil der Signale (U3, U4) der
anderen Abtaststelle (A2) verringert. <IMAGE>
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